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Celem niniejszego projektu jest poszukiwanie i realizacja nowej koncepcji hybrydowego detektora do
rejestracji promieniowania X zapewniajgcego pomiar rozktadu przestrzennego nat¢zenia promieniowania X
z wysoka rozdzielczoscia, jak i detekcj¢ spektrometryczng padajacych fotonow (kolorowe obrazowanie z
wykorzystaniem promieniowania X). Oprocz potaczenia detekcji pozycyjnej i energetycznej padajacych
fotonow, detektor ten bedzie w stanie pracowaé przy duzym natezeniu promieniowania X i rejestrowac
fotony z szerokiego zakresu energii.

Aby sprosta¢ postawionemu zadaniu, konieczne jest rozwigzanie kilku podstawowych problemow z zakresu

mikroelektroniki i technik detekcyjnych, mianowicie:

— wypracowanie nowych architektur wzmacniaczy tadunkowych i filtréw, pracujacych w zakresie stabej
inwersji z niskim napi¢ciem zasilania, pozwalajacych na szybkie procesowanie sygnatu,

— opracowanie szybkich algorytmow zaimplementowanych sprzetowo na ukladzie scalonym
wykorzystujagcych komunikacje miedzypikselowa celem eliminacji efektow podziatu tadunku, tj.
odzyskanie informacji o energii kazdego wpadajacego fotonu,

— wypracowania metodologii minimalizacji szumu i ograniczenia efektow niedopasowania w analogowych
blokach w bardzo matej powierzchni krzemu w technologiach nanometrowych,

— wypracowanie nowych architektur pozwalajacych na analogowo-cyfrowe formowanie impulsow, tak aby
uzyska¢ maksymalny stosunek sygnatu do szumu, przy szybkim formowaniu impulsu,

— opracowanie efektywnych metod minimalizacji przestuchu od blokow cyfrowych do analogowych, czy
ewentualnego przestuchu pomigdzy pikselami,

— opracowanie szybkiego odczytu matrycy pikseli, tak aby otrzymaé¢ max. liczb¢ ramek w jednostce czasu z
minimalizacjg czas martwego pomi¢dzy ramkami.

Aby z powodzeniem zrealizowaé te ambitne zalozenia projektowe, konieczne sg nastgpujace elementy:
grupa doswiadczonych projektantow specjalizowanych uktadoéw scalonych ASIC, mozliwosci produkcji
uktadéw scalonych w technologiach nanometrowych, laboratorium do testowania uktadéw scalonych i
wspotpraca migdzynarodowa, ktora umozliwi dostep do wiazek synchrotronowych.

Problemy, ktore nalezy rozwigza¢ w ramach tego projektu mieszczg si¢ w gldéwnym nurcie badan nad
przysztymi szybkimi systemami obrazowania z wykorzystaniem promieniowania X i nisko-mocowymi
ukladami scalonymi w nanometrowych technologiach. Autorzy projektu zaktadaja, ze jego wynik beda nie
tylko prezentowane na mie¢dzynarodowych konferencjach i w czasopismach JCR, ale udzielg réwniez
odpowiedzi na podstawowe pytania w dziedzinie mikroelektroniki dotyczace projektowania zintegrowanych
ukladéw scalonych. Wyniki niniejszego projektu beda w przysztosci podstawa dalszych badan badawczo-
rozwojowych prowadzacych w Kierunku aplikacji przemystowych.



